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Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2010).
(Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2024 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARIA NURIA SALAN BALLESTEROS

Altres:

METODOLOGIES DOCENTS

Veure versió en anglès

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Veure versió en anglès

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Hores grup gran 30,0 40.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
contingut català

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

títol català

Descripció:
contingut català

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

títol català

Descripció:
contingut català

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Veure versió en anglès
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